DIN EN 13925-1:2003-07 (D)

Zerstorungsfreie Prifung - Rontgendiffraktometrie von polykristallinen und
amorphen Materialien - Teil 1: Allgemeine Grundlagen; Deutsche Fassung EN 13925-

1:2003
Inhalt Seite
7o T o 3
1] =T T T 4
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnsnsnns 5
3 2= [ SR 5
4 Allgemeine Grundlagen der Rontgenpulverdiffraktometrie (XRPD) ........ccccccimriiiscccinncernnennnn. 6
5 Die Verwendung des Begriffes ,,Pulver" im Zusammenhang mit

rontgendiffraktometrischen Prifverfahren ... 7
6 KenngroéBen von Linienprofilen in der Rontgenpulverdiffraktometrie ..........ccccooininnniiiinennn, 8
7 BN B 1T 4 V=Y = 0T o OSSR 8
71 ] [ 1= 4 L= 1 = 8
7.2 Phasenidentifizierung (auch als ,,Qualitative Phasenanalyse" bezeichnet) ..........c.cccceeeuuennne. 8
7.3 Quantitative PhasenanalySe ... s e 9
7.4 Bestimmung des Gehaltes an kristallinen und amorphen Anteilen ............cccccmrrrriiiicccicecennnnn. 9
7.5 GitterkonstantenbestimmuUNG ... e 10
7.6 Kristallstrukturbestimmung ... ———— 10
7.7 Verfeinerung von KristallStruKturen ..........ccccviminiiiisn s s 10
7.8 Kristallografische Texturanalyse ..........ccccoimiiniii 10
7.9 (Makro-)EigenspannungSanalySe .........ccccciemmiinimmnnisssssss s s s sss s nns 1
7.10 Analyse von KristallitgroBen und Mikrospannungen ..o 1
7.1 Radiale Elektronendichteverteilungsfunktionen (RDF) .........ccccciniimmninnimnnsssese e 12
8 Besondere experimentelle BedinQuNgen ... sssssssssssssssss s s s s s s ess s s s sssnenes 12
Anhang A (informativ) Beziehungen zwischen den Normen zur Réntgenpulverdiffraktometrie .......... 13
I =Y T 0T 1= o 14



		2026-05-13T05:24:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




